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6. ANALIZA PRZYCZYNOWO — SKUTKOWA

6.1. Analiza Pareto

Przykiad 1.

W celu zmniejszenia liczby usterek zgromadzono dane dotyczace awaryjnosci badanego produktu —
wyodrebniono przyczyny wadliwo$ci wraz z liczbg wystapien kazdej z nich.

A B C
1 przyczyna ilos¢ wystapien czestosé
2 A 200 [ =B2/$B$7
3 B 30 0,075
4 C 100 0,250
5 D 20 0,050
6 E 50 0,125
7 razem | =SUMA(B2:B6)

Nastgpnie wyznaczone zostaly czgstosci wystepowania kazdej z przyczyn, a po ich uporzadkowaniu i

policzeniu czestosci skumulowanych

E F G
1 rzyczyna czestosci czgstosci
preyezy ¢ skumulowana
2 A 0,500 | =F2
3 C 0,250 | =G2+F3
4 E 0,125 | =G3+F4
5 B 0,075 | =G4+F5
6 D 0,050 | =G5+F6
wykreslony zostal ponizszy wykres kolumnowy:
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Wykres ten mozna uzupehi¢ jeszcze o Krzywa reprezentujgca czestosci skumulowane — Krzywa ta

utatwia zidentyfikowanie najwazniejszych przyczyn odpowiedzialnych za wigkszo$¢ skutkow zjawiska.
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Z analizy wykresu wynika, ze przyczyny A i C odpowiadaja prawie za 80% wad badanego produktu.
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